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Vorbemerkung

Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der
Richtlinie VDI 1000.

Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der
Ubersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstéin-
dig, sind vorbehalten.

Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung
des Urheberrechts und unter Beachtung der Li-
zenzbedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in
den VDI-Merkblittern geregelt sind, moglich.

An der Erarbeitung dieser Richtlinie waren betei-
ligt:

Stefan Becker, Porta Westfalica

Oleg Cojocari, Hanau

Enrico Dardanis, Martinsried

Volker Feige, Diisseldorf

Fabian Friederich, Kaiserslautern
Lauren Gingras, Martinsried

Gerd Hechtfischer, Miinchen

Korbinian Hens, Kassel

Heinz-Wilhelm Hiibers, Berlin

Joachim Jonuscheit VDI, Kaiserslautern
Thomas Kleine-Ostmann, Braunschweig
Dirk Niifler, Wachtberg

Markus Peichl, Oberpfatffenhofen

Jan Schiir, Erlangen

Andreas Steiger, Berlin

Nico Vieweg, Grifelfing

Rafal Wilk, Grifelfing

Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt.

Eine Liste der aktuell verfiigbaren und in Bearbei-
tung befindlichen Blatter dieser Richtlinienreihe
sowie gegebenenfalls zusitzliche Informationen
sind im Internet abrufbar unter www.vdi.de/5590.

Einleitung

Im Mittelpunkt dieser Richtlinie stehen Terahertz-
Frequenzbereichssysteme, auch FDS (Frequency
Domain System) genannt. Dies umfasst Systeme,
bei denen Informationen frequenzselektiv mess-
technisch erfasst werden.

Diese Richtlinie gibt einen Uberblick iiber die
Grundlagen und Funktionsweisen von FDS. Zu-
dem werden die Messverfahren beschrieben und
KenngroBen definiert.

Alle Rechte vorbehalten © Verein Deutscher Ingenieure e.V., Disseldorf 2024

1 Anwendungsbereich

Diese Richtlinie definiert KenngréB3en und Mess-
verfahren, um FDS fiir mess- und priiftechnische
Anwendungen, Terahertzsensorik und Kommuni-
kation zu spezifizieren. Hiermit konnen Hersteller
ihre Systeme {iibereinstimmend beschreiben und
Anwender Systeme einfacher vergleichen.

Nicht betrachtet werden Terahertzsysteme, die fiir
reinen Forschungsbetrieb konzipiert sind sowie
GroBanlagen wie Fusionsreaktoren und Beschleu-
niger. Darunter fallen z. B. Hochstleistungssysteme
fiir die Plasmaheizung in der Kernfusionsfor-
schung. Ebenso nicht betrachtet werden Tera-
hertzquellen, die in der Vergangenheit in der For-
schung verwendet wurden, aber heute fiir eine
technische Anwendung nicht mehr relevant sind.
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